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f MehrstufenanschluBsystem unter Verwendung auslenkbarer schaltbarer Sondenbaugruppen 

Die Anschluftanordnung, die in dem Prufsystem verwen- 
det wird, 1st durch Auslenkung schaltbar infolge der Ver- 
wendung eines Bandes aus nichtleitendem Material auf dem 
Sondenstiftschaft. Wenn demgemaft die Sonde in ihrem 
Gehause ausgelenkt wird, wird sie ein- bzw. ausgeschaltet je 
nach dem MaB der Auslenkung. Ein Anschlu&system, das 
den Vorteil der Schaltbarkeit dieser Sondenbaugruppe ver- 
wendet, kann eine Mehrzahl von Prufstufen haben, wobei 
jede Stufe gekennzeichnet ist durch die Einschaltung bzw. 
Ausschaltung vorgewahlter Sondenbaugruppen. Die Schrit- 
te der Prufung werden gesteuert durch Einstellung des Ma- 
Bes der Auslenkung derSondenstiftbaugruppen. 
In der bevorzugten Ausfuhrungsform wird ein Adapter ver- 
wendet als Mittel zum Ausgleich des Atmospharendruckes 
durch Zwischenschaltung konventioneller Sonden als An- 
schluBelemente zwischender zu prufenden Schaltkreiskarte 
und den durch Auslenkung schaltbaren Pruf sonden. 
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Patentanspriiche 



1. Schaltbare Sondenstiftbaugruppe zur Verwendung in einer AnschluB- 
anordnung zum Priifen einer gedruckten Schaltkreiskarte, umfassend 

- ein rohrformiges leitendes Sondengehause zur Aufnahme eines 
Sondenstiftes; 

5 - ein leitender Sondenstift mit einem Kontaktkopf an einem 

Ende, welcher Stift gleitbeweglich montiert ist fur Axial - 
auslenkung in dem Gehause, aus dem der Kontaktkopf heraus- 
ragt, gekennzeichnet durch: 

- Mittel zum alternierenden durch Schalten bzw. Unterbre- 
0 chen der elektrischen Leitung der Baugruppe von dem Kon- 
taktkopf durch den Stift und dann durch das Gehause, wenn 
der Stift vorgewahlte Axialpositionen der Auslenkung re- 
lativ zu dem Gehause einnimmt. 

2. Sondenstiftbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
5 die Mittel mindestens ein Band nichtleitenden Materials umfassen, das den 

Sondenstift auf vorgegebenen Abstanden von dem Kontaktkopf umschlieBt. 

3. Sondenstiftbaugruppe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Mittel ferner eine innere Einschnurung innerhalb des Gehauses umfas- 
sen, durch welche sich der Stift erstreckt, wobei die Abmessungen des 

3 Stiftes, des Gehauses und der Einschnurung so bemessen sind, daB der 
Stift und die Einschnurung in dauerndem Kontakt miteinander stehen, 
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wahrend der Stift axial relativ zu dem Gehause ausgelenkt wird. 

4. Sondenstiftbaugruppe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Einschniirung ein innen verengter Bereich des SondengehSuses an der 
Stelle ist, wo der Sondenstift in das Gehause eintritt. 

5. Sondenstiftbaugruppe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Einschnurung eine Mehrzahl von Gabelungen des Sondengehauses umfaBt, 
die so geformt sind, daB sie in gegenseitigem Andruck-Gleitkontakt mit 
dem Sondenstift stehen. 

6. Sondenstiftbaugruppe nach Anspruch 2-5, dadurch gekennzeichnet, 
daB das andere Ende und ein nachstgelegener Abschnitt des Stiftes von 
nichtleitendem Material bedeckt sind. 

7. Sondenstiftbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Stift unter Federvorspannung in dem Sondengehause angeordnet ist, um 
federnd auslenkbar zu sein. 

8. Sondenstiftbaugruppe nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine 
Einrichtung zum Haiten des Stiftes in dem Gehause. 

9. Sondenstiftbaugruppe nach Anspruch 2-5, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Mittel ferner eine nichtleitende Auskleidung innerhalb des Ge- 
hauses umfassen, welche einen vorgegebenen Abschnitt desselben bedeckt. 

10. MehrstufenanschluBanordnung zur Verwendung bei der Prufung ge- 
druckter Schaltkreiskarten mit einem Anordnungsgehause, das eine Ein- 
richtung zum Verankern an ihm einer zu prufenden Schaltkreiskarte auf- 
weist, gekennzeichnet durch 

- eine Mehrzahl von durch Auslenkung schaltbare mit Kontakt- 
kQpfen versehener Sondenstiftbaugruppen vorzugsweise gemaB 
einem der Anspruche 1-9; 

- Mittel zum Montieren der Sondenstiftbaugruppen innerhalb 
des GehSuses in im allgemeinen paralleler Anordnung zuein- 
ander, wobei ihre Kontaktkopfe der zu prufenden Karte zuge- 
kehrt sind; und 

- Mittel zum Kontaktherstellen zwischen den Kontaktkopfen der 
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Sondenstiftbaugruppen und der Schaltkreiskarte und filr 
die Steuerung des MaBes der Auslenkung in jeder Bau- 
gruppe wahrend der Kontaktgabe. 

11. Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB das Ge- 
hSuse eine bewegliche Platte umfaBt, an der die Schaltkreiskarte far Be- 
wegung mit der Platte zusammen befestigt ist und daB die Mittel zur Her- 
stellung des Kontaktes eine Antriebseinrichtung umfassen zum Bewegen der 
Platte zwischen einer Ruheposition und einer Kontaktgabeposition, welche 
Positionen durch zugeordnete minimale bzw. maximale Sondenstiftbaugrup- 
pen-Auslenkung charakterisiert sind. 

12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Steuereinrichtung fur die selektive Positionierung der Platte in ihrer 
Ruheposition, ihrer maximal verschobenen Position und einer Mehrzahl von 
vorgegebenen zwischenliegenden Positionen ausgebildet ist. 

13. Anordnung nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch eine Mehrzahl von 
leitenden AnschluBelementen, wobei jedes solches AnschluBelement auf der 
beweg lichen Platte angeordnet ist zwischen der Schaltkreiskarte und dem 
Kontaktkopf einer vorgewahlten Sondenbaugruppe, derart, daB der elektri- 
sche Kontakt zwischen der Schaltkreiskarte und dem Kontaktkopf einer 
solchen Baugruppe Qber das AnschluBelement vorgenommen wird. 

14. Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB das Ge- 
hSuse ferner umfaBt: 

- eine Basiseinheit zur Aufnahme der schaltbaren Sondenstift- 
baugruppen, der Halteeinrichtung, der Antriebseinrichtung 
und der Steuereinrichtung; und 

- einer abnehmbaren, austauschbaren Deckeinheit zur Aufnahme 
der die Schaltkreiskarte haltenden Mittel und der leitenden 
Verbindungselemente. 

15. Anordnung nach Anspruch 13 Oder 14, dadurch gekennzeichnet, daB 
jedes Verbindungselement (49) eine auslenkbare Sondenstiftbaugruppe ist. 

16. Anordnung nach Anspruch 10-12, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Platte mindestens eine Offnung aufweist, durch welche der Kontaktkopf 
jeder Sondenstiftbaugruppe gleitbeweglich hindurchtreten kann, urn 
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physischen und elektrischen Kontakt mit einem Prufpunkt auf der Schalt- 
kreiskarte herzustellen. 

17. Anordnung nach Anspruch 11*16, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Haltemittel fur die Sondenstiftbaugruppen eine Mittelplatte umfassen, in- 
nerhalb des Gehauses und im wesentlichen parallel zu der beweglichen 
Platte angeordnet. 

18. Anordnung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB das Ge- 
hHuse ferner eine Unterdruckkammer umfaBt, die an eine Unterdruckquelle 
anschlieBbar ist. 

19. Anordnung nach Anspruch 10-18, dadurch gekennzeichnet, daB jede 
schaltbare Sondenstiftbaugruppe die in einem der Anspriiche 1-9 definierte 
Bauweise besitzt. 

20. Verfahren zum PrUfen gedruckter Schaltkreiskarten mittels eines 
AnschluBgehauses vorzugsweise nach einem der Anspriiche 10-19, gekenn- 
zeichnet durch die Schritte: 

- Bereitstellen einer Mehrzahl durch Auslenkung schaltbarer 
Kontaktkopf sondenstiftbaugruppen; 

- Montieren der Kontaktstiftbaugruppen innerhalb des Gehauses 
im wesentlichen parallel zueinander, wobei die Kontaktstifte 
der zu prufenden Karte zugekehrt sind; 

- Bewegen der Kontaktkopf e der Sondenstiftbaugruppen und der 
Schaltkreiskarte in elektrischem Kontakt miteinander; und 

- Steuern des Grades der Auslenkung in jeder Baugruppe wahrend 
der Kontaktgabe derart, daB die von der Baugruppe definierte 
Durchschaltstrecke alternierend leitend und nichtleitend ge- 
macht wird, wenn der Kontaktkopf vorgewahlte Axialauslenkpo- 
sitionen innerhalb jeder Baugruppe einnimmt. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Schritt der Bewegung den Schritt umfaBt, leitende AnschluBelemente zwi- 
schen jedem Kontaktkopf und der Schaltkreiskarte derart anzuordnen, daB 
der elektrische Kontakt uber das jeweilige AnschluBelement erfolgt. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daB der Be- 
wegungsschritt ferner die Schritte umfaBt, jedes AnschluBelement mit 
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der zu prufenden Schaltkreiskar.te in Kontakt zu bringen und dann die An- 
schlulielemente m it- den Kontaktkopfen in Kontakt zu bringen, wobei der 
Steuerungsschritt die gleichzeitige Bewegung der Schaitkreiskarte und der 
mit ihr in Kontakt stehenden Anschlultelemente auf die Sondenstiftbau- 
gruppen hin bzw. von dieser weg umfaBt. 

23* Verfahren nach Anspruch 20-22, dadurch gekennzeichnet, dali die 
schaltbaren Sondenstiftbaugruppen eine Baiiart aufweisen, bei der ein 
leitender Sondenstift mit einem Band aus nichtleitendem Material auf ei- 
nem vorgegebenen Abschnitt beschichtet 1st. 
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MehrstufenanschluBsystem unter Verwendung 
auslenkbarer schaltbarer Sondenbaugruppen 



Die Erfindung bezieht sich auf AnschluBsysteme des Typs, wie sie in au- 
tomatisierten PrQfanlagen fQr gedruckte Schaltkreiskarten verwendet wer- 
den. Insbesondere betrifft die Erfindung ein MehrstufenanschluBsystem 
unter Verwendung einer neuartigen Sondenbaugruppe, die automatisch lei- 
5 tend Oder nichtleitend gemacht wird, wenn sie ausgelenkt wird. 

Gedruckte Schaltungen (hier und im folgenden nur noch vereinfa- 
chend als Schaltkreiskarten Oder einfach Karten bezeichnet) konnen einer 
Mehrzahl von Priifungen wShrend der Montage und vor dem eigentlichen Ein- 
bau Oder der Benutzung in Systemen und Geraten, fur die sie ausgelegt 
10 wurden, unterworfen werden. Beispielsweise wird ein "Funktionstest" ein- 
fach durchgefiihrt, urn festzustellen, ob ein an die Eingangsklemmen der 
Karte angelegtes elektrisches Eingangssignal zu den gewilnschten Aus- 
gangssignalen an den Ausgangsklemmen der Karte fuhrt. Ein anderer Pru- 
fungstyp, als "in-circuit-test" bezeichnet, wird durchgefuhrt, indem die 
15 Komponenten auf der Schaltkreiskarte isoliert und gepriift werden, ohne 
daS sie von der Schaltkreiskarte abgenommen werden. Ein weiterer PrQ- 
fungstyp wird als "bare-board-test" oder "KurzschluS- und DurchlaBtest" 
bezeichnet und ermittelt, ob die Leiterbahnen kontinuierlich und unbe- 
schSdigt durchlaufen. Jeder PrOfungstyp, der an einer Schaltkreiskarte 
20 durchgeftihrt wird, kann als eine Stufe oder ein Schritt bezeichnet wer- 
den, und bei der Uberprufung einer einzigen Schaltkreiskarte kdnnen meh- 
rere PrOfschritte erfolgen. 

Die elektrischen Verbindungen zwischen einer Schaltkreiskarte, die 
als PrUfling dient, und einem Prufsystem erfolgen durch ein Befesti- 
25 gungssystem. Diese Systeme sind typischerweise vom "Nagelbett-Typ", 
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wobei auslenkbare PrOfsondenbaugruppen rait Kontaktkopfen verwendet wer- 
den, die in Eingriff mit den Priif punkten auf der Karte gebracht werden. 
Jede PrOfsondenbaugruppe ist getrennt an eine Kontaktplatte in der Priif- 
befestigungsanordnung gelegt. Der elektrische Kontakt erfolgt Uber die 
Kontaktplatte zu dem verwendeten Priif system. 

Die in den verschiedenen Schritten des Priif prozesses durchgefO.hr- 
ten PrQfungen umfassen den Schritt, daB mit unterschiedlichen SStzen von 
PrOf punkten auf der Schaltkreiskarte ein Kontakt hergestellt wird. Dem- 
gemSB sind die PrQfpunkte, die bei einem bestimmten Test verwendet wer- 
den, nicht notwendigerweise hinreichend Oder auch nur richtig fiir die 
Durchfuhrung anderer PrQfungen. DarQber hinaus besteht auch nicht der 
Ausweg, daS einfach alle moglichen interessierenden PrQfpunkte an das 
Priifsystem angeschlossen werden und diese dann selektiv elektrisch zu 
verwenden, wenn die PrQfungen fortschreiten. Dieser Ansatz wQrde zu un- 
erwunschten Induktanz- und Kapazitanz-Effekten fuhren, die herbeigefOhrt 
werden durch das Vorhandensein von angeschlossenen Drahtleitungen, welche 
von dem Prufpunkt durch das Testsystem durchlaufen. KurzschluB- und Kon- 
tinuitatsprufungen erfordern typischerweise Mehrfachprufpunkte in jedem 
Schaltkreisknoten. In-circuit -tests erfordern typischerweise nur einen 
PrQfpunkt in einem Schaltkreisknoten. Funktionstests erfordern eine noch 
geringere Anzahl von PrQfpunkten, Qblicherweise an den Anschlulistellen 
der Schaltkreiskarte. In-circuit -tests konnen unmQglich durchfQhrbar sein 
Oder die Ergebnisse kbnnen unzuveriassig gemacht werden durch die Kapazi- 
tanz, die dem Schaltkreis hinzugefQgt wird, wenn mehr als eine PrQfsonde 
in Kontakt mit einem PrQfknoten steht. In Shnlicher Weise kann die 
Schaltkreiskarte mQglicherweise Qberhaupt nicht bei dem Funktionstest 
arbeiten, wenn zu der Schaltkreiskarte Kapazitanz hinzugefQgt wird, in- 
folge des Vorhandenseins auBerer PrOfsonden im Kontakt mit ihr. 

Innerhalb der Grenzen eines einzigen PrQfmodus, etwa eines in- 
circuit-tests, ist es haufig erwQnscht, vorher eine KomponentenprOfung 
bei bestimmten Schaltkreisblocken durchzufQhren, weil die nachfolgenden 
PrQfungen es erfordern kSnnen, daB diese Schaltkreisblocke in Betrieb 
sind. Dies ist hSufig der Fall, wenn in-circuit -tests bei Schaltkreiskar- 
ten mit einem integrierten Taktoszillator durchzufQhren sind. Es kann 
bei spiel sweise wOnschenswert sein, eine KomponentenprOfung bei den 0s- 
zillatorkomponenten (Kristall, Widerstande, Kapazitaten, ICs, usw.) 
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zuerst durchzufuhren, weil die in-circuit-tests beim Rest der.Schalt- 
kreiskarte haufig erfordern werden, daB der Oszillator in Betrieb ist. 
Der Oszillator kann aber moglicherweise nicht korrekt arbeiten mit den 
PrQfsonden in Kontakt mit ihm und der HinzufQgung von Kapazitat zu den 
5 internen Knoten der Oszillatorschaltung. 

Es war deshalb ein Ziel, bei der Auslegung von Priifsystemen eine 
Moglichkeit zu finden, einen Schaltkreiskartenpriifling nur mit solchen 
Sonden in Verbindung zu bringen, die fur einen bestimmten Test erforder- 
iich sind, wfihrend jener Test durchgefUhrt wird. Verschiedene Befesti- 

10 gungssysteme Oder AnschluBsysteme sind derzeit erhaltlich, die die An- 
strengungen, dieses Ziel zu erreichen, reprasentieren. Ein Typ von An- 
schluBsystem verwendet auswechselbare, auf den Einzelfall zugeschnittene 
Platten, die zwischen der Schaltkreiskarte und dem Sondenfeld eingesetzt 
werden, wobei die Platten mit Lochern an den Stellen versehen sind, die 

15 den Stellen nur jener ausgewahlten Sonden entsprechen, die benotigt wer- 
den, urn den Kontakt der Prufpunkte der betreffenden Schaltkreiskarte 
herzustellen. Diese Bauart von AnschluBsystemen, offenbart in US-PS 4, 
321, 533, wird verwendet fur die Priifung irgendwelcher gedruckter Schalt- 
kreiskarten innerhalb einer Familie von unterschiediichen Karten. Da je- 

20 doch die Schaltkreiskarten im allgemeinen durch Unterdruck an Ort und 
Stelle gehalten werden, erfordert eine Auswechslung der auf den Einzel- 
fall zugeschnittenen Platten eine zeitaufwendige Unterbrechung der Un- 
terdruckabdichtung. Es ware deshalb unpraktisch, bei Produktionsprtifungen 
ein SchluBsystem dieser Bauart fur die Durchfuhrung einer Serie von Pru- 

25 fungen an jeder Schaltkreiskarte mit einem einzigen Prufsystem zu ver- 
wenden. 

Eine zweite Bauart von PrufanschluBsanordnungen umfaBt Satze von 
beweglichen Platten, wobei jede Platte diejenigen Sonden enthait, die ftir 
die Durchfuhrung eines bestimmten Tests erforderlich sind. Diese Bauart 

30 ist in der Lage, eine ausgewahlte Platte in Betrieb zu nehmen, urn einen 
gewiinschten Satz von Sonden in Kontakt mit der zu priifenden Schaltkreis- 
karte zu bringen, wobei hier auf die US-PS 4,115,735 hinzuweisen ist. 
Gedruckte Schaltungen sind jedoch immer komplizierter geworden, wobei das 
Erfordernis der Verwendung einer maximalen Anzahl von Schaltungsleitungen 

35 auf einem minimalen Platz der Karte besteht. Naturlich nimmt die Anzahl 
von Prufpunkten zu mit der erhohten Konzentration von Schaltungsleitun- 
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gen, was schlieBlich eine entsprechende Erhbhung der Anzahl von PrOf son- 
den erfordert. Wahrend das System, das eine Mehrfachplattenanordnung 
verwendet, hinreichen mag fur die Prufung weniger komplizierter Schalt- 
kreiskarten, lSBt es sich nicht so auslegen, daB es Platz bietet fur die 
erforderliche erhohte Anzahl von Sonden, und das aus mehreren Griinden. 
Erstens besteht eine physische Beschrankung der Anzahl von Sonden ent- 
haltenden Platten, die innerhalb eines e'inzigen AnschluBsy stems montier- 
bar sind. Zweitens gibt es nur begrenzten Zugang zu jeder der Sonden, die 
innerhalb des Systems wahrend einer PrOfung enthalten sind, weil alle 
Sonden sich unter der Unterdruckabdichtung befinden. Und drittens er- 
fordert jede bewegliche Platte einen separaten Satz von Fuhrungspf osten , 
Unterdruckabdichtungen und Anschlagen, womit erheblich die Wahrschein- 
lichkeit vergroBert wird, daB sich ein Unterdruckleck ergibt und mecha- 
nische Fehler auftreten. Viertens schlieBlich unterliegen die elektri- 
schen Eigenschaften der Anordnung Anderungen wegen der Verbindungsdrahte 
zwischen der Kontaktplatte und den PrOfsonden, welche Bewegungen und 
physikalischen Verlagerungen ausgesetzt sind, womit Fehler unsicherer 
Gr56e in die PrOfresultate eingehen. 

Eine weitere Oberlegung bei der Auslegung eines AnschluB- und 
Haltesystems ist, daB die Sonden selbst teuer sind. Die PrOfsonden sind 
teuer, weil sie typiscnerweise goldplattiert sind und aus sehr hartem 
korrosionsfestem Material aufgebaut sind. Ferner ist jede PrOfsonde fe- 
dervorgespannt und enthait vier Hauptkomponenten, nSmlich einen Sonden- 
stift, ein Gehause, eine Feder und einen Sondenbaugruppenaufnehmer, von 
denen jede Komponente mit ziemlich engen Toleranzen gefertigt werden muB. 
Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, ein Priifsystem zu verwenden, das 
ein einziges Feld von PrOfsonden verwenden kann zur Durchfuhrung von 
mehrfachen Prufungen einer gegebenen Schaltkreiskarte. 

Eine weitere Oberlegung bezieht sich auf den Zeitbedarf fur die 
Durchfuhrung einer Abfolge verschiedener Prufstufen. Ob das System ma- 
nuell oder auch von Robotern betrieben wird, es ist offensichtlich wiin- 
schenswert, daB das System schnell von einer PrQfstufe zu einer anderen 
mit minimalen Zeitintervallen dazwischen umschaltet. Es ware- in der Tat 
ideal, ein Mehrschrittpriif system zu haben, bei welchem die Schrittfort- 
schaltung durch Systemsoftware gesteuert werden kdnnte. Mit einem sol- 
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chen System kSnnte die Software kontinuierlich wahrend einer Mehrzahl von 
Priifdurchgangen den nachsteri am meisten wiinschenswerten Test auswahlen 
und die entsprechende PrOfstufe f(ir das Priifsyst'em. Wenn beispielsweise 
eine Schaltkreiskarte in einem Funktionstest versagt, k6nnte es wQn- 
5 schenswert sein, direkt zu einem in-circuit-test Qberzugehen zwecks re- 
lativ schneller Isolation des Fehlers, anstatt die notwendigerweise 
langsamere Methode des Funktionstests fur diesen Zweck anzuwenden. Dem- 
gemSB kflnnte durch entsprechende Programmierung der Abfolge der ver- 
schiedenen Typen von Priifungen, welche durchfuhrbar sind, ein erheblicher 

10 Anstieg des Schaltkreiskartendurchsatzes erzielt werden. 

Alle obenbeschriebenen Nachteile des Standes der Technik, wie auch 
die angedeuteten Ziele und Aufgaben, werden durch den Gegenstand der 
vorliegenden Erfindung gelost, wobei die unabhangigen Patentanspruche 
die entsprechenden Ldsungsmittel nennen, DemgemaB wird eine neuartige 

15 Sondenbaugruppe verwendet, die automat isch ein- und ausgeschaltet wird, 
wenn sie progressiv ausgelenkt wird. Ein hochwirksames und zuverlassiges 
MehrschrittanschlufJsystem unter Verwendung solcher Sondenbaugruppen wird 
nachstehend ebenfalls erlautert. Das sich ergebende System ist sehr 
vielseitig t weil die dabei verwendeten Sondenbaugruppen eine Mischung 

20 darstellen konnen aus den neuartigen schaltbaren Sonden und den bekannten 
konventionellen Sonden. Durch Verwendung von Sonden beider Typen, die 
einsteckbar sind, wird es relativ einfach, eine gewunschte Mischung von 
zwei Sondentypen herzustellen. Ferner verwendet das System, das noch im 
einzelnen erlautert wird, ein Unterdruckverfahren zum Festhalten einer 

25 Schaltkreiskarte in der Prufposition, und die Anordnung ist so getroffen, 
daft keine Notwendigkeit besteht, den Unterdruck aufzuheben, urn von einer 
Prufstufe zu einer anderen fortzuschreiten. In der bevorzugten AusfGh- 
rungsform dieses Systems gibt es keine durch Atmospharendruck hervorge- 
rufenen, nicht ausgeglichenen Krafte, welche es erforderlich machen wur- 

30 den, relativ schwere Vorrichtungen fur die Schrittdurchschaltung wahrend 
des Evakuierens vorzusehen. 

GemaB der Erfindung wird demgemafl ein Befestigungs- bzw. An- 
schluBsystem oder eine AnschluBanordnung geschaffen, die es ermoglicht, 
eine Serie von Prufungen unterschiedlicher Typen an einem einzigen Pruf- 

35 system in minimaler Zeit durchzufiihren. Dabei ist es moglich, selektiv 
die Verbindung einer Prilfsondenbaugruppe sehr dicht an der zu kontaktie- 
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renden Schaltkreiskarte zu unterbrechen, womit erheblich unerwunschte 
Induktanz- und Kapazitanzeffekte eliminiert werden, die herrtihren von der 
Verdrahtung fur solche abgetrennten Baugruppen. 

Ein einziger Satz von Prufsonden kann dabei fGr eine Serie von 
5 Prufstufen Verwendung finden. Die Fortschaltung von einer PrUfstufe zu 
einer anderen kann schnell erfolgen durch die Verwendung relativ leichter 
und einfacher Fortschaltmechanismen. Das System ist hinreichend einfach, 
um die Verwendung einer. maximalen Anzahl von Sondenbaugruppen innerhalb 
eines Fiachenbereiches zu erm6glichen, entsprechend der GrOBe einer zu 

10 prtifenden Schaltkreiskarte. Das Fortschalten der einzelnen Prufstufen 
kann gesteuert werden durch die Software eines Testsystems, mit dem die 
AnschluBanordnung verwendet wird. Es kann ein austauschbarer Adaptor 
vorgesehen werden, der auf den Einzelfall der Schaltkreiskarten zuge- 
schnitten ist, womit die Notwendigkeit entfailt, das gesamte Anschlufisy- 

15 stem fQr jeden Typ zu prufender Schaltkreiskarte zu modif izieren. 

Die verwendeten Prufsondenbaugruppen werden alternierend leitend 
oder nichtleitend geschaltet, wenn sie zunehmend ausgelenkt werden, Diese 
PrQf sondenbaugruppen konnen mechanisch ausgetauscht werden gegen konven- 
tionelle Prufsondenbaugruppen. 

20 Bevor Ausfuhrungsbeispiele im einzelnen erOrtert werden, soli eine 

Zusammenfassung gegeben werden. 

Beim Gegenstand der Erf indung handelt es sich um ein Mehrschritt- 
anschluBsystem oder eine MehrschrittanschluBanordnung, die ein Feld von 
schaltbaren Prufsondensti ft baugruppen aufweist. Jede schaltbare Baugruppe 

25 enthSlt einen Sondenstift, der mindestens ein einen Schaft umgebendes 
Band aus nichtleitendem Material aufweist. Der Sondenstift ist gleitbe- 
weglich innerhalb eines leitenden Gehauses fur Axialbewegung angeordnet, 
so da(J das nichtleitende Band sich in das Gehause hinein bzw. aus diesem 
heraus bewegt. Der Sondenstiftschaft stellt den elektrischen Kontakt mit 

30 dem Gehause nur am oberen Ende dar, wo das Gehause eine innere Einschnii- 
rung verr ingerten Durchmessers aufweist. In der bevorzugten Ausfuhrungs- 
form verwendet das System eine bewegliche Platte mit starr montierten 
AnschluBsonden darin, um Kontakt mit einem separaten Satz von Prufsonden 
herzustellen und deren Auslenkung zu steuern, von denen einige durch die 

35 Auslenkung schaltbar sind. Das Fortschalten der Prufschritte wird be- 
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wirkt mittels eines austauschbaren Adaptors unter Verwendung von Unter- 
druck betStigten Mitteln zum Festhalten der Schaltkreiskarte darauf . Der 
Adaptor steht in Beziehung mit dem Feld der PrQfsonden mittels eines Me- 
chanismus fur seine Bewegung in Richtung auf die PrQfsonden und von die- 
sen weg, ohne daB jedesmal das Vakuum oder der Unterdruck abgeschaltet 
werden muB. 

Unter einem anderen Aspekt betrifft die Erf indung eine neuartige 
Sondenstiftbaugruppe, die durch Auslenkung schaltbar ist. Die Sonden- 
stiftbaugruppe umfaBt ein Sondengehause, in welchem ein Sondenstift unter 
Federbelastung steht fur die axiale Hin- und Hergleitbewegung oder Aus- 
lenkung. Der Sondenstift hat einen Kontaktkopf , der aus dem GehSuse her- 
ausragt und abgestutzt ist von einem Schaft, der an einer oder mehreren 
vorgewahlten Stellen mit einem Band aus nichtleitendem' Material beschich- 
tet ist. Das andere Ende und ein nahegelegener Abschnitt des Sondenstif- 
tes ist ebenfalls mit einem nichtleitenden Material beschichtet. Das Ge- 
hause weist eine Einschnurung an dem Punkt auf, wo der Sondenstift ein- 
tritt, welche Einschnurung dazu dient, den elektrischen Gleitkontakt mit 
dem Schaft des Sondenstifts aufrechtzuerhalten. Eine elektrische leitende 
Strecke wird demgemali aufgebaut oder unterbrochen,entsprechend dem Mafi, 
in welchem der Sondenstift innerhalb des Gehauses gleitbeweglich ausge- 
lenkt wird, wobei diese Strecke von dem Kontaktkopf iiber den Schaft und 
dann durch die Einschnurung und das Sondengehause verlauft. Eine alter- 
native Ausfiihrungsform umfaBt die Verwendung einer nichtleitenden Aus- 
kleidung des GehSuses anstelle der Beschichtung, die auf einem Ende des 
Sondenstifes aufgebracht ist. 

Das Verfahren gemaB der Erfindung umfaBt das Montieren einer 
Mehrzahl von Sondenstiftbaugruppen, einige von diesen schaltbar und an- 
dere konventionell, innerhalb eines AnschluBgehauses und die Herstellung 
des elektrischen Kontakts mit einer Schaltkreiskarte, die zu prufen ist, 
durch deren Bewegung auf diese hin und nachfolgende Steuerung des MaBes, 
urn welches die Sondenstiftbaugruppen ausgelenkt worden sind. 

Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung einer PriifanschluB- 
anordnung gemaB der Erfindung, dargestellt als einge- 
schlossen in einem AuBengehause. 

Fig. 2 ist eine vergroBerte, teilweise geschnittene Seitenan- 
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sicht eines schaltbaren Sondenstiftes. 
Fig. 3 ist eine vergroBerte Seitenansicht, teilweise 
geschnitten, einer bevorzugten Ausfilhrungs- 
form einer schaltbaren Sondenstiftbaugruppe, 
welche den Sondenstift und das Sondengehause 
umfaBt. 

Fig.3A ist eine Teilquerschnittsdarstellung einer al- 
ternatiyen Ausfuhrungsform eines SondengehSuses. 

Fig. 4 ist eine vergrSBerte, teilweise geschnittene 
Seitenansicht der bevorzugten Ausfiihrungsform 
einer schaltbaren Sondenstiftbaugruppe inner- 
halb eines Aufnehmers mit einem Drahtwickel- 
pfosten an seiner Basis. 

Fig. 5 ist eine vergroBerte Seitenansicht in Querschnitt 
einer alternativen Ausfiihrungsform einer schalt- 
baren Sondenstiftbaugruppe, dargestellt innerhalb 
eines fragmentarischen Abschnitts eines Aufnehmers. 

Fig. 6 ist eine zentrale Querschnittsdarstellung nach 
Linie 6-6 der Fig. 1 eines Teils der bevorzugten 
Ausfuhrungsform der MehrstufenanschluBanordnung, 
wobei das AuBengehause abgenommen ist. 

Fig. 7, 8 und 9 zeigen einen Abschnitt der in Fig. 6 darge- 
stellten AusfQhrungsform in einer Abfolge typischer 
PrQfstufenpositionen. 

Fig. 10 ist eine Querschnittsdarstellung einer alternativen 
Ausfuhrungsform des MehrstufenanschluBanordnungs- 
systems. 

In Fig. 1 ist eine MehrstufenanschluBanordnung 10 dargestellt, einge- 
schlossen in einem AuBengehause 11, wobei eine gedruckte Schaltkreiskarte 
12 in ihrer Prufposition positioniert ist. Die AnschluBanordnung 10 ist 
so ausgebildet, daB sie Dber eine Kontaktplatte 14 an ein Testsystem an- 
geschlossen werden kann. Die Kontaktplatte 14 ist in alien wesentlichen 
Einzelheiten die gleiche wie die in US-PS 4,230,985 beschriebene und er- 
fullt dieselben Funktionen. 

Insoweit wird insbesondere Bezug genommen auf Spalte 4, Zeilen 
27-68, Spalte 5, Zeilen 1 und 2, Spalte 6, Zeilen 30-68 und Spalte 7, 
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Zeilen 1-23 der genannten Druckschrift. Die bevorzugte Ausfuhrungsform 
der Erfindung arbeitet mit Unterdruck, und eine geeignete Schlauchan- 
schluBverbindung 13 ist vorgesehen, die sich durch eine Seite des AuBen- 
gehauses 11 erstreckt. 
5 Wie in Fig. 1 dargestellt, ruht die Schaltkreiskarte auf einer 

Umfangsdichtung 46. Dichtung 46 ist auf einer Deckplatte 45, die noch im 
einzelnen zu beschreiben ist, montiert. Das Innere des AnschluBsystems, 
dargestellt in Fig. 1, ist im allgemeinen ahnlich anderen AnschluBanord- 
nungen des gleichen Typs, wie beispielsweise in der obenerwShnten US-PS 
10 4,230,985 offenbart. Die Anordnung umfaBt demgemaB eine Mehrzahl von 
Sondenstiftbaugruppen, wobei jede Baugruppe einen Kontaktkopf aufweist, 
der dazu dient, den elektrischen Kontakt mit einem Prufpunkt herzustel- 
len, der sich an der Unterseite einer zu prufenden Schaltkreiskarte 12 
befindet. Jede Sondenstiftbaugruppe ist elektrisch durchverbunden zu ei- 
15 nem Kontaktpfosten in der Kontaktplatte 14 fiir weitere elektrische Ver- 
bindung mit einem Pruf system.. Die generelle Anordnung dieser Teile in 
jenem Abschnitt des AnschluBsystems 10 unter der Schaltkreiskarte 12 wird 
spater unter Bezugnahme auf Fig. 6 Oder 10 naher erlautert. Fig. 6 ist 
ein fragmentarischer zentraler Querschnitt der bevorzugten Ausfuhrungs- 
20 form der Anordnung gemaB der Erfindung nach Linie 6-6 der Fig. 1, wobei 
jedoch das AuBengehSuse 11 entfernt ist. Wie oben erwahnt, ist Fig. 10 
eine Querschnittsdarstellung einer alternativen Ausfuhrungsform der An- 
ordnung gemaB der Erfindung. 

Bevor im einzelnen Struktur und Arbeitsweise der AnschluBanordnung 
25 10 beschrieben werden, sollen Aufbau und Wirkungsweise der auslenkbaren, 
schaltbaren Sondenstiftbaugruppe gemaB der Erfindung diskutiert werden. 
In Fig. 2 ist ein schaltbarer Sondenstift 16 dargestellt mit einem Schaft 
22 mit einem Kontaktkopf 18 an seinem einen Ende und einem Schwanz 20 an 
seinem anderen. Eine Verdickung am Schaft 22 nahe dem Schwanz 20 dient 
30 als Halteanschlag 26, wie unten erlautert. Die Sonde 16 besteht im all- 
gemeinen aus schwerem, elektrisch leitendem, nicht-korrosivem Material, 
etwa korrosionsfestem Stahl, der mit einem Edelmetall wie Gold plattiert 
ist. Es ist jedoch festzuhalten, daB ein Band 24 aus nichtleitendem Ma- 
terial den Schaft 22 an einem vorgegebenen Abstand vom Kontaktkopf 18 
35 umschlieBt. Ferner bedeckt eine Beschichtung 25 aus nichtleitendem Mate- 
rial den Schwanz 20 und einen nahe gelegenen Abschnitt des Schaftes 22 
einschlieBlich des Halteanschlags 26. Aus spater zu erlauternden Griin- 
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den ist es.wfinschenswert, einen' gleichfSrmigen Durcfimesser langs Schaft 
22 von Kopf 18 durch und bis hinter das nichtleitende Band 24 aufrecht- 
zuerhalten. Es ist jedoch ferner wOnschenswert, daB der Abschnitt des 
Schaftes 22 zwischen etwa seiner Mitte und dem Halteanschlag 26 dtinner 
sein soil als der Rest des Schaftes 22 aus GrQnden,die hier offensicht- 
lich werden. Ein Verfahren zur Herstellung eines Sondenstiftes 22 umfaBt 
das Hinterschneiden ausgewahlter Bereiche des Schafts 22 wahrend der 
spanabhebenden Bearbeitiing, urn die Anbringung des nichtleitenden Bandes 
24 und der nichtleitenden Beschichtung 25 zu ermdglichen. Es versteht 
sich, daB die Hinterschneidung im dOnneren Abschnitt des Schaftes 22, 
der gerade beschrieben wurde, groBer sein wiirde. Das nichtleitende Band 
24 und die Beschichtung 25 konnen in konventioneller Weise auf den 
Schaft 22 mittels Spruhbeschichtung eines Materials wie ein Fluorcarbon 
etwa Tetrafluorathylen, in den erwunschten Bereichen nach entsprechen- 
derMaskierung der anschlieBenden Bereiche des Schaftes 22 aufgebracht 
werden. Alternativ kann die Fluorcarbonbeschichtung auf den gesamten 
Schaft 22 aufgetragen werden, und der OberschuB kann dann durch einen 
spanabhebenden ProzeB wieder beseitigt werden. 

Fig. 3 illustriert eine ausienkbare schaltbare Sondenstiftbau- 
gruppe gemaB der bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung. Sie umfaBt 
einen Sondenstift 16, beschrieben wie in Fig. 2, und ein Sondenstiftge- 
hause 28. Das Sondenstiftgehause 28 besteht aus leitendem Material, wie 
Messing oder Kupfer, plattiert mit einem Edelmetall, in rohrformiger 
Konfiguration, wobei der Innendurchmesser groB genug ist, um generell den 
Durchtritt des Schaftes 22 ohne Kontaktgabe zu ermoglichen. Man erkennt, 
daB der Stift 16 axial freibeweglich innerhalb des Gehauses 28 ist. Diese 
Axia-lbewegung des Stiftes 16 relativ zum GehSuse ist in dem hier ein- 
schiagigen Gebiet der Technik als "Auslenkung" bekannt. Eine Kropfung 34 
ist jedoch im GehSuse 28 vorgesehen, die mit dem Halteanschlag 26 des 
Stiftes 16 kollidiert, um die Auswartsbewegung des Stiftes 16 zu begren- 
zen. DemgemSB dienen Anschlag 26 und Bdrdelung 34 dazu, den Stift 16 in- 
nerhalb des Gehauses 28 zu halten. Der Stift 16 ist in seine am meisten 
ausgefahrene Position mittels einer Feder 36 vorgespannt. 

Das Gehause 28 ist mit einer Einschnurung 32 an demjenigen Ende 
versehen, wo der Stift 16 aus dem GehSuse heraustritt. Die Einschnurung 
32 kann durch UmbSrdeln des Endes des GehSuses 28 vorgenommen werden, 
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so daB sie einen Innendurchmesser an der betreffenden Stelle aufweist, 
der sehr nahe dem AuBendurchmesser des Stiftes 16 ist. Alternativ kann 
die Einschnurung 32 gebildet werden durch eine FluBk nzentration an dem 
Ende des Gehauses 28 wahrend eines Piatt ierprozesses. In jedem Falle wird 
5 ein Gleitkontakt aufrechterhalten zwischen der EinschnQrung 32 und dem 
Schaft 22. Wenn demgemaB der Stift 16 axial ausgelenkt wird, relativ zum 
GehSuse 28, bleiben der Schaft 22 und die Einschnurung 32 in fortlaufen- 
dem Kontakt. Es versteht sich, daB die ausgef ahrene Position des Stiftes 
16, in der er maximal aus dem Gehause 28 vorsteht, so gewahlt ist, daB 
10 der dunnere Abschnitt des Schaftes 22 sich noch reichlich unterhalb der 
EinschnQrung 32 bef indet. Hit anderen Wort ist beabsichtigt, daB der 
Gleitkontakt zwischen Einschnurung 32 und Schaft 22 uber der Lange des 
nichtleitenden Bandes 24 und etwas noch hinter diesem Band beidseits 
desselben moglich ist. 
15 Wie man nun erkennt, wird ein leitender Pfad hergestellt durch die 

Sondenstiftbaugruppe 30 von Kontaktkopf 18 durch Schaft 22 zur Einschnu- 
rung 32 und dann durch das Gehause 28, wenn ein unbeschichteter Abschnitt 
des Schaftes 22 sich im Kontakt mit der Einschnurung 32 befindet. Wenn 
andererseits der Stift 16 hinreichend weit ausgelenkt ist, relativ zum 
20 Gehause 28, derart, daB das nichtleitende Band 24 ausgef luchtet steht mit 
der EinschnQrung 32, ist dieser leitende Pfad unterbrochen, und die Son- 
denbaugruppe kann als "ausgeschaltet" bezeichnet werden. DemgemaB ist die 
Sondenbaugruppe 30 "eingeschaltet", wenn der Stift 16 zunachst ausgelenkt 
wird und bis die Auslenkung den Punkt erreicht, wo das nichtleitende Band 
25 24 mit der Einschnurung 32 ausgef luchtet steht. Die Sondenbaugruppe 30 
wird an dieser Stelle ausgeschaltet und bleibt ausgeschaltet, bis Stift 
16 weiterausgelenkt wird bis zu dem Punkt, wo das Band 24 die Einschnu- 
rung 32 passiert hat und ein leitender unbeschichteter Abschnitt des 
Schaftes 22 wieder ausgefluchtet steht mit dem durch die Einschnurung 32 
30 gebildeten Kragen. Obwohl nur ein nichtleitendes Band 24 dargestellt ist, 
konnen mehrere solcher Bander verwendet werden, urn der Sondenbaugruppe 30 
mehr Ein- bzw. Auspositionen zu verleihen. Es ist auBerdem klar, daB ein 
Band auf dem Schaft 22 so plaziert werden konnte, daB die Ausgangsposi- 
tion des Stiftes 16 eine ausgeschaltete Position ist, anstatt eine ein- 
35 geschaltete, wie hier dargestellt. 
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Man erkennt, daB ein zuveriassiger elektrischer Kontakt hergestellt wird 
zwischen Einschnurung 32 und' Schaft 22 dank der gerade beschriebenen 
Konfiguration. Bei der Benutzung der Sondenbaugruppe 30 wird der Kon- 
taktkopf 18 gegen den Prufpunkt einer Schaltkreiskarte gepreBt, die zu 
5 untersuchen ist, und dabei wird der Stift 16 ausgelenkt. Die Feder 36 
prelit den Stift 16 in entgegengesetzte Richtung. Die Kombination dieser 
beiden Krafte in entgegengesetzten Richtqngen langs Stift 16 bewirkt, daB 
er im Gehause 28 verkantet wird, wodurch sichergestellt wird, daB der 
Abschnitt des Schafts 22 gegenuber der Einschnurung 32 gegen eine Oder 

10 andere Seite der Einschnurung 32 angelegt wird, Diese Verkantungsbedin- 
gung oder "Seitenbelastung", wie sie bezeichnet wird, wird noch unter- 
stutzt dadurch, daB der Schaft 22 in dem angegebenen Bereich dunner ist 
und damit einen reichlichen Freiraum im Bereich der Bordelung 34 schafft. 
Eine abweichende Art der Belastung, namlich die "Zentralbelastung 1 ; 

15 laBt sich erreichen durch Verwendung eines Sondengehauses wie das in Fig, 
3A dargestellte. Fig. 3A zeigt einen fragmentarischen Abschnitt eines 
Sondengehauses 128 im Schnitt. Das Gehause 128 hat eine Offnung 133 an 
einem Ende, durch welche der Schaft eines Sondenstiftes sich gleitbeweg- 
lich erstrecken kann. An demselben Ende ist das Gehause 28 in vier Gabe- 

20 lungen 135 mittels Schlitzen 134 aufgespalten. Naturlich ist die Anzahl 
der Gabelungen unkritisch. Jede Gabelung 135 ist an einem Ende mit einem 
einwarts gericheten konvexen Abschnitt 132 ausgebildet, so daB sich eine 
Einschnurung ergibt, analog der> die oben unter Bezugnahme auf das Son- 
dengehause 28 nach Fig. 3 beschrieben wurde. In Fig. 3A kennt man, daB 

25 durch Verwendung eines Sondenstiftes 16 hinreichend groBen Durchmessers 
der Kontakt zwischen den konvexen Abschnitten 132 und dem Sondenstift 
federbelastet werden kann. Die Gabelungen 135 wirken als Federelemente, 
ahnlich jenen einer einseitig eingespannten Biegefeder und pressen gegen 
den Schaft des Sondenstiftes. Daruber hinaus hat diese Anordnung die 

30 Tendenz, einen Sondenstift zentriert bezuglich des Gehauses zu halten und 
ist demgemaB besonders brauchbar bei Anwendungsfallen, wo es erforderlich 
ist, die Ausfluchtung eines Sondenstiftes genauer aufrechtzuerhalten. 

Fig. 4 zeigt eine Sondenbaugruppe 30 in einem Aufnehmer 38 mon- 
tiert. Der Aufnehmer 38 ware normalerweise starr in einer Platte oder 

35 einer anderen ahnlichen Struktur als Mittel fiir das Halten der Sonden- 
baugruppe 30 montiert. Die Sondenbaugruppe 30 kann steckbefestigt sein 
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innerhalb des Aufnehmers 38, urn so einen guten elektrischen Kontakt mit 
diesem sicherzustellen und leichtes Abnehmen zu ermoglichen. Der Aufneh- 
mer 38 besteht aus einem Ieitenden Material, vorzugsweise Kupfer oder 
Messing, plattiert mit einem Edelmetall. Er kann mit einem Drahtwik- 
kelpfosten 40 fur den schlieBlichen AnschluB an ein Prtlf system versehen 
sein. 

Fig. 5 zeigt eine alternative Ausfiihrungsform einer auslenkbaren 
schaltbaren Sondenbaugruppe gemaB der Erfindung. Hier ist eine Sonden- 
baugruppe 30 1 innerhalb eines Aufnehmers 38 1 dargestellt, von dem nur ein 
oberes Fragment illustriert ist. Der Schaft 22 1 ist mit einem nichtlei- 
tenden Band 24 1 wie im vorhergehenden Ausfuhrungsbei spiel beschichtet. 
Der Schwanz 20' jedoch und das untere Ende des Stiftes 16' sind nicht 
beschichtet. Dafiir bedeckt eine nichtleitende Auskleidung 33 die insei- 
tige Oberflache des SondengehSuses 28'. Es versteht sich, daS diese al- 
ternative Ausfiihrungsform in gleicher Weise arbeitet wie die vorbeschrie- 
bene Ausfiihrungsform der federbelasteten Sondenbaugruppe, die oben dis- 
kutiert wurde. 

Die Hauptelemente eines MehrstufenanschluBsystems 10 unter Benut- 
zung der Vorteile der FShigkeiten der auslenkbaren, schaltbaren Sonden- 
baugruppe gemaB der Erfindung sind in Fig. 6 dargestellt. Fig. 6 ist eine 
Querschnittsdarstellung und zeigt das Innengehause der Erfindung, auf 
welchem die verschiedenen schaltbaren und konventionellen Sondenbaugrup- 
pen montiert sind. Die bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung gemaB 
Fig. 6 ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt, namlich eine obere Einheit 
oder Adaptor 44 und eine AnschluBeinheit Oder Basiseinheit 66. Aus der 
nachfolgenden Erlauterung ergibt sich, daB die Basiseinheit 66 eine aus- 
tauschbare Serie von Adaptorn 44 aufnehmen kann, wobei jede Einheit spe- 
ziell konfiguriert und ausgelegt ist fur die Priifung eines bestimmten 
Typs von Schaltkreiskarte. 

Der Adaptor 44 umfaBt eine Deckplatte 45 mit einer eingeklebten 
Umfangsdichtung 46. Die Dichtung 46 dient dazu, eine Schaltkreiskarte 12 
zuverlassig gegen das AnschluBsystem abzudichten und kann aus irgendeinem 
geeigneten deformierbaren Dichtungsmaterial bestehen, mittels dem eine 
Abdichtung wahrend der zu beschrei benden Arbeitsgange aufrechterhalten 
wird. Der Adaptor 44 umfaBt eine bewegliche Platte 48,. die in einem Ab- 
stand von der Deckplatte 45 durch eine Mehrzahl von DistanzstGcken 101 
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gehalten wird, um emen Schlitz 56 auszubilden. Die Deckplatte 45 und die 
bewegliche Platte 48 werden in dieser Abstandslage gehalten durch Klammer 
74 und abgedichtet durch die Kantendichtung 102. Ein UnterdruckanschluB 
61 ist in der beweglichen Platte 48 ausgebildet und kommuniziert Qber ein 
Unterdruckrohr 60 mit einem Unterdruckschlauch 13 nach Fig. 1. In Fig. 6 
kann man sehen, daB ein Unterdruck aufrechterhalten wird zwischen der 
beweglichen Platte 48 und der Schaltkreiskarte 12 einschlieBlich des. in- 
neren Raumes 58, der sich zwischen der Schaltkreiskarte 12 und der Deck- 
platte 45 befindet. Offnungen 54 in der Deckplatte 45 ermoglichen die 
Komrr.jnikation zwischen dem Innenraum 58 und dem Schlitz 56. 

Eine Serie von drei leitenden AnschluBelementen 49 ist darge- 
stellt als starr montiert in der beweglichen Platte 48. Wie gezeigt, 
konnen diese Elemente 49 zweckmaBigerweise aus konventionellen auslenk- 
baren Sondenbaugruppen bestehen, die in starr montierte Aufnehmer 51 
eingestopselt sind, wobei die Sondenstifte 50 davon abstehen und sich 
durch DeckplattenSffnungen 54 in eine Position gegenuber der Schalt- 
kreiskarte 12 erstrecken. Eine "konventionelle" Sondenbaugruppe ist eine 
solche, die kein nichtleitendes Band auf ihrem Schaft aufweist, wie dies 
oben beschrieben wurde, und sich deshalb immer in dem "eingeschaiteten" 
Zustand befindet. 

Die AnschluBelemente 49 sind mit geeigneten Spitzen 53 versehen, 
um den Kontakt mit der Schaltkreiskarte 12 herzustellen. Die entgegenge- 
setzten Enden der AnschluBelemente 49 sind mit einer umgekehrten Tassen- 
form 72 (hier nicht sichtbar) versehen als einen Sockel zur Aufnahme des 
Kontaktkopfes eines Sondenstifts. Der Grund fur diese Struktur wird bei 
fortschreitender Eriauterung deutlich werden. 

Die Basiseinheit 66 umfaBt eine Mittelplatte 52. Eine Serie von 
PrUfsonden 71, einige konventionelle 76 und einige auslenkbar schaltbare 
30, sind in entsprechende Sondenaufnehmer 38 eingesetzt, die ihrerseits 
starr in der Mittelplatte 52 montiert sind. Die Aufnehmer 38 sind mit 
DrahthQlsenpfosten 40 versehen, die mit den entsprechenden Kontaktpfosten 
in der Kontaktplatte 14 verdrahtet sind. Obwohl nur drei SMtze von An- 
schluBelementen 49 in der beweglichen Platte 48 gezeigt sind und drei 
entsprechende Satze von Priifsonden in der Mittelplatte 52 dargestellt 
sind, versteht es sich, daB in der praktischen Ausfuhrungsform der Er- 
findung zahlreiche SStze von beiden vorgesehen wfiren, bis zu tausenden 
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von Stock. AnschluBelemente 49- sind positioniert und ausgefluchttt in <ler 
beweglichen Platte 48 derart, daB ihre Kontaktkopfe 53 in einen Muster 
liegen in Anpassung an dasjenige der PrUfpunkte auf der Schaltkreistarte 
12. In gleicher Weise liegen die tassenfbrmigen Enden 72 der AnschJuOe- 
lemente 49 in einem Muster angepaBt an das der Kontaktkopfe der Somfen- 
baugruppen, die in der Mittelplatte 52 montiert sind. Es ist ferner 
festzuhalten. daB die AnschluBelemente 49 im wesentlichen parallel zuein- 
ander sind ebenso wie die Priifsonden 71. 

Der Adaptor 44 ist mit der Basiseinheit 66 mittels Support- 
Schrauben 62 verbunden, die starr in der beweglichen Platte 48 montiert 
sind. Obwohl nur eine Support-Schraube 62 in Fig. 6 dargestellt ist, 
versteht es sich, daB mehrere von ihnen verwendet werden fur die unten 
angegebenen Zwecke. Die Support -Schrauben 62 haben mehrere unterschied- 
liche Funktionen. Zunachst dienen sie in Verbindung mit Werkzeugzapfen 
15 (nicht sichtbar), den Adaptor 44 korrekt mit der Basiseinheit 66 im all- 
gemeinen und mit der Mittelplatte 52 im besonderen auszufluchten. Diese 
Ausfluchtung ist kritisch, weil jedes AnschluBelement 49 in der Lage sein 
muB, in Kontakt zu treten mit dem Kontaktkopf der zugeordneten PrOfson- 
denbaugruppe, montiert in Platte 52. Dies erfolgt wahrend der Prtifproze- 
20 duren, die unten beschrieben werden. Zweitens dienen die Support-Schrau- 
ben 62 als ein Mittel fflr das Aus- und Einfahren des Adaptors 44 weg von 
der Mittelplatte 52 bzw. auf diese zu, wie nachstehend noch zu erlSutern. 

Jede Support-Schraube 62 ist in Verbindung mit einer Mutter 104. 
Die Mutter 104 wird angetrieben uber ein konventionel les Verbindungsele- 
25 ment 110 von einem geeigneten motorischen Antrieb (nicht sichtbar), der 
innerhalb des Prufsystems montiert ist, an welchem die AnschluBanordnung 
42 befestigt ist. Die Mutter 104 ist drehbar gelagert und axial und ra- 
dial in einem entsprechenden Hiilsenbauteil 64 gefangen. Das HOlsenbauteil 
64 ist starr montiert in der Mittelplatte 52. 

Wenn die Mutter 104 von dem Motorantrieb verdreht wird, zieht sie 
entweder die Support-Schraube 62 mit dem Adaptor 64 nach unten in Rich- 
tung auf die Mittelplatte 52 Oder sie schiebt Schraube 62 und Adaptor 44 
aufwaYts weg von der Mittelplatte 52, je nach der Drehrichtung. Diese 
ArbeitsgSnge dienen dazu, die Kontaktkopfe der Prufsonden 71 elektrisch 
35 in Kontakt zu bringen mit der Schaltkreiskarte 12 uber die AnschluBele- 
mente 49. Ferner kfinnen diese Vorgange benutzt werden, urn das MaB zu 
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steuern, urn welches die Prflfsonden 71, montiert in Mittelplatte 52, aus- 
gelenkt werden. Natiirlich kohnten irgendwelche anderen geeigneten Mittel 
verwendet werden, die dazu dienen, den Adaptor 44 in der beschriebenen 
Weise zu betatigen anstelle der gerade beschriebenen Komponenten, 

Figuren 7, 8 und 9 zeigen eine typische Abfolge von Arbeitsgangen 
des MehrstufenanschluBsystems gemaB der Erfindung. In Fig. 7 erkennt man, 
daB die Unterdruckkammer einschlieBlich des Innenraums 58 evakuiert wor- 
den ist und daB die Schaltkreiskarte 12 nach unten gezogen worden ist im 
Kontakt mit den Kontaktkopfen 53 der AnschluBelemente 49. Es kann ferner 
festgestellt werden, daB sowohl in Fig. 6 als auch in Fig. 7 nicht alle 
Kontaktelemente 49 in Kontakt stehen mit den Priifsondenbaugruppen 71, die 
in der Mittelplatte 52 montiert sind. Diese Bedingung kann erf til It werden 
durch Vorsehen von Veranderungen in den Langen der AnschluBelemente 49 
Oder der Langen der PrQfsonden 71, montiert in Mittelplatte 52. Der Zweck 
einer solchen Anordnung besteht darin, die selektiven Anschliisse des 
Testsystems and die Prtifpunkte auf Schaltkreiskarte 12 in dem Anfang- 
spriifschritt zu ermoglichen, ohne daB unbenotigte Sonden angeschlossen 
werden. 

Wie ferner in Fig. 7 gezeigt, sind eine konventionelle Priifson- 
denbaugruppe 76 und eine schaltbare Prufsondenbaugruppe 30 jeweils in 
Verbindung mit den AnschluBelementen 49, so daB Kontakt hergestellt wird 
zwischen den entsprechenden Prtlfpunkten auf Schaltkreiskarte 12 und dem 
Prufsystem. Es ist festzuhalten, daB das nichtleitende Band 24 der 
schaltbaren Sonde 30 deutlich oberhalb des Aufnehmers 38 steht und ober- 
halb der SondengehauseeinschnGrung 32 (siehe Fig. 3), obwohl die Ein- 
schniirung 32 in Fig. 7 nicht sichtbar ist. 

In Fig. 8 erkennt man nun, daB der Adaptor 44 abgesenkt worden ist 
durch die Hirkung des motorischen Antriebs auf die Support-Schraube 62. 
Im Ergebnis sind nun alle Priifsondenbaugruppen 71, montiert in der Mit- 
telplatte 52, in mechanischem Kontakt mit ihren zugeordneten Elementen 
49. Es ist jedoch festzuhalten, daB das nichtleitende Band 24 der schalt- 
baren Sondenbaugruppe 30 teil weise unterhalb der Oberseite seines Auf- 
nehmers 38 steht und demgemaB ausgefluchtet ist mit der Einschnflrung 32 
des zugeordneten SondengehSuses 28. Diese Sondenbaugruppe ist demgemaB 
ausgeschaltet, da der Stromkreis an dieser Stelle unterbrochen ist. Dem- 
gegenuber sind die beiden anderen Sonden eingeschaltet. 

Fig. 9 schlieBlich zeigt einen weiteren Prufschritt, bei wel- 



08/31/2004, EAST Version: 1.4.1 



^ " 3430834 



chem der Adaptor 44 welter in Richtung auf die Mittelplatte 52 bewegt 
worden ist. Die Sondenbaugruppen, die in der Mittelplatte 52 montiert 
sind, sind weiter ausgelenkt worden, und man erkennt nun, daB das nicht- 
leitende Band 24 der Sondenbaugruppe sich deutlich unterhalb des oberen 
Endes des zugeordneten Aufnehmers 38 befindet, womit diese Sondenbau- 
gruppe wiederum eingeschaltet worden ist, 

Aus Vorstehendem ergeben sich zahlreiche der Vorteile der Erf in- 
dung deutlich. Zunachst einmal erkennt man ein erhebliches MaB an Viel- 
seitigkeit, das durch die obenbeschriebene Konstruktion ermoglicht wird. 
Die in der Mittelplatte 52 montierten Prufsonden kSnnen schaltbare und 
konventionelle Sonden umfassen. Einige kSnnen auf voller Hohe montiert 
sein, wShrend andere auf einer niedrigeren als der vollen H6he stehen. 
Und da die Sondenbaugruppen steckbar in ihren Aufnehmern 38 montiert 
sind, konnen diese Muster je nach Wunsch verSndert werden. Daruber hinaus 
ermoglicht die Verwendung des Adaptors 44 noch mehr Flexibilitat. Man hat 
beispielsweise die Wahl, ausgewahlte Sondenbaugruppen in der Mittelplatte 
52 einfach dadurch nicht anzuschalten, daB selektiv entsprechende An- . 
schluBelemente 49 weggelassen werden. 

Vielleicht ein noch wichtigerer Vorteil ergibt sich aus der oben- 
beschriebenen Struktur bezuglich der elektrischen Eigenschaften der An- 
ordnung. Da das Testsystem von der Schaltkreiskarte, die gepriift wird, an 
den Priif sonden abgetrennt ist, liegt im wesentlichen keine zusfitzliche 
Impedanz vor, die der Schaltkreiskarte im Test zugefugt wird durch Son- 
den, die ausgeschaltet sind. Dies trifft zu fflr Sonden, die ausgeschaltet 
sind infolge fehlenden mechanischen Kontaktes mit AnschluBelementen 49 
wie auch fur Sonden, die ausgeschaltet sind wegen der nichtleitenden 
Bander in Ausfluchtung mit Einschniirungen 32 ihrer zugeordneten Sonden- 
gehfiuse. Da keine merkbare Zunahme der Impedanz des Schaltkreises vor- 
liegt, kOnnen Testmethoden unter Verwendung von sehr schnellen Signalen 
angewandt werden. Die Schaltkreiskarte im Test kann gepriift werden mit 
einer Geschwindigkeit, mit der sie spSter auch arbeiten soli, d.h. wie in 
einem Funktionstest. Wenn sich in der zu prUfenden Schaltkreiskarte ein 
Fehler ergibt, kann die Fehlerlokalisierung vorgenommen werden durch An- 
steuern einer Mehrzahl von Schaltkreisknoten wie in einem in-circuit- 
test. 

Ein weiterer Vorteil ergibt sich fGr die obenbeschriebene Struktur 
aus der Leichtigkeit, mit der man bei dem System von einem Priif schritt 
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zu einem anderen Obergehen kann. Man erkennt nSmlich, dali die einzigen, 
mit Unterdruck beaufschlagten' Bereiche, der Innenraum. 58 unter der 
Schaltkreiskarte 12 und der Schlitz 56 zwischen Deckplatte 45 und beweg- 
licher Platte 48, sind. Da der atmosphSrische Druck auf die Oberseite der 

5 Schaltkreiskarte 12 und die Deckplatte 45 derselbe 1st wie auf der Un- 
terseite der beweglichen Platte 48, ist die einzige benotigte Kraft zum 
Aus- oder Einfahren des Adaptors 44 diejenige, die notwendig ist, die 
Federvorspannung der Sonden zu uberwinden. Bei Systemen, bei denen der 
Atmospharendruck nicht auf diese Weise egalisiert werden kann, besteht 

10 eine verbleibende AtmosphSrendruckkraft, die fur die Bewegung von einer 
Priifstufe zur anderen Uberwunden werden muB. Dies wtirde die Verwendung 
extrem groBer und kraftiger Mechanismen erfordern oder praktischerweise 
das Abschalten des Unterdruckes, wenn man von einer Priifstufe zur nach- 
sten ubergeht. 

15 SchlieBlich ist in Fig. 10 eine alternative Ausfuhrungsform eines 

MehrstufenanschluBsystems dargestellt. Eine bewegliche Platte 78 besteht 
aus einer einzelnen Platte mit Offnungen 80, durch welche sich Stiftson- 
denbaugruppen erstrecken kOnnen und durch die der Raum unter der Schalt- ' 
kreiskarte 12 evakuiert werden kann. Eine EvakuieranschluBoffnung 92 

20 dient dazu, den Raum 82 unter und ringsum die bewegliche Platte 78 mit 
Unterdruck zu beaufschlagen. Eine Mittelplatte 90 dient dazu, den Boden 
einer Unterdruckkammer zu bilden, welche den Raum 82 und die Kammer 84 
umfalit zwischen Schaltkreiskarte 12 und beweglicher Platte 78. Eine 
Mehrzahl von Stiftsondenbaugruppen, sowohl schaltbare als auch konven- 

25 tionelle, ist in der Mittelplatte 90 generell parallel zueinander mon- 
tiert und mit den KontaktkOpfen gegendber der zu prQfenden Schaltkreis- 
karte. Die verschiedenen Prufsondenbaugruppen konnen auf ausgewahlten 
Hohen montiert werden, urn die selektive Kontaktgabe jeder von ihnen mit 
der zu prQfenden Schaltkreiskarte zu ermfiglichen. Die bewegliche Platte 

30 78* ist mittels Schubstangen 85 mit einer Bodenplatte 85 verbunden. Federn 
88, angeordnet zwischen Mittelplatte 90 und Bodenplatte 85, dienen zum 
Vorspannen der Platte 78 in ihre bodennSchste Ruheposition auf Anschlagen 
150 auf Mittelplatte 90. Ein externer nicht dargestellter motorischer 
Antrieb wird verwendet, urn die Bodenplatte 85 auf warts zu verschieben, 

35 womit ihrerseits die Platte 78 ebenfalls aufwSrts bewegt wird. 

Eine Abfolge von Prflfungen wurde eingeleitet mit der Platte 78 
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in der obersten Position. Die Anordnung wtlrde dann uber AuslaB 92 eva- 
kuiert, wodurch die Schaltkrejskarte 12 abwarts gegen die Anschlage 87 
bewegt wird und Kontakt hergestellt wird mit den hochststehenden Stift- 
sondenbaugruppen. Um zum nflchsten Schritt Gberzugehen, wUrden die Boden- 
platte 85 und die bewegliche Platte 78 noch weiter abgesenkt. Da die 
Mittelplatte 90 stationSr ist, gelangen mehr Sondenbaugruppen, die an 
dieser montiert sind, in Kontakt mit der Schaltkreiskarte 12 und jene, 
die schon in Kontakt mit ihr waren, werdert weiter ausgelenkt. Dieser 
Vorgang kann fortgesetzt werden uber eine Mehrzahl von Prufschrittposi- 
tionen. 

NatOrlich kann bei der Realisierung der Erfindung eine Vielzahl 
von Modifikationen vorgesehen werden. Beispielsweise konnten der Adaptor 
44 und die AnschluSel entente 49 in Fig. 6-9 den Priifsonden 71 in unter- 
schiedlicher Weise zugeordnet werden. Um zu vermeiden, daB die Anschlu- 
lielemente 49 und Prufsonden 71 mit den Schaltkreisprtifpunkten ausge- 
fluchtet werden mQssen, konnte man die AnschlufJelemente 49 in eine Kon- 
taktplatte verdrahten mit Kontaktpfosten fur mechanische und elektrische 
Verbindung zu den Prufsonden 71. Bei einer solchen Anordnung konnte die 
Konfiguration der Kontaktpfosten und der Prufsonden je nach Bedarf aus- 
gewahlt werden anstatt eine Anpassung an das Muster der Prufpunkte auf 
der Schaltkreiskarte, die zu prtifen ist, vornehmen zu mussen. Ein anderes 
Beispiel einer M6glichkeit der Realisierung der Erfindung in abgewandel- 
ter Form betrifft die schaltbaren Sondenstifte. Anstatt ein Band 24 aus 
nichtleitendem Material zu verwenden, konnte man irgendwelche anderen 
Mittel einsetzen, um einen Abschnitt des Schaftes 22 nichtleitend zu ma- 
chen. Eine solche MQglichkeit, die geeignet ware, besttinde in der Ionen- 
implantierung. Solche Modifikationen liegen innerhalb des Rahmens der 
Erfindung und werden von den Patentanspruchen umfaBt. 



08/31/2004, EAST version: 1.4.1 



Nummer: 
Int. CI. 3 : 
-^/J. Anmeldetag: 

Offenlegungstag: 



3430834 
G 01 R 31/28 

22. August 1984 
7. Marz1985 



I/5 



FIG. I 





FIG. 3 A 



08/31/2004, EAST version: 1.4.1 




08/31/2004, east version: 1.4.1 




08/31/2004, EAST version: 1.4.1 




08/31/2004, EAST Version: 1.4.1 




08/31/2004, EAST version: 1.4.1 



